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Iplik tilyliiliigii egirme sonrasi proseslerde ve tekstil mamullerinde sorunlara neden oldugu igin genellikle istenilmeyen bir iplik

zelligidir. Iplik tiiyliiliigii lif 6zellikleri, makine ve islem parametrelerinden etkilenmektedir. Bu galismada egirme metodunun iplik tiy-

lulugiine etkisi incelenmistir. Bu amagla dort farkli egirme teknigi ile iki farkli iplik numarasi ve ti¢ farkl biikiim faktoriinde % 100 yiin

kamgarn iplikleri iiretilmistir. Iplik tiiyliiliigii degerleri dlgiilerek biikiim faktdrii ve egirme metodunun etkisi incelenmistir.

Anahtar Kelimeler: Uzun stapel iplik¢iligi, iplik tiiyliiliigii, Sirospun egirme, kompakt egirme, kompakt siro egirme

ABSTRACT

Yarn hairiness causes some problems in the various post-spinning processes and textile products therefore it is generally not a

desired yarn property. Yarn hairiness is effected by fibre characteristics, machine and process parameters. In this study, the effect of

spinning method on yarn hairiness was analyzed. For this purpose, 100% wool worsted yarns were spun in two different nominal yarn

counts with three different yarn twist factors using four different spinning methods. Yarn hairiness values of each yarn sample were

measured and the effects of spinning method and twist factor on yarn hairiness were analyzed.
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1. GIRIS

iplik tiyltligina egrilmis iplik gévde-
sinden digari dogru ¢ikan lif uglari
olarak tanimlayabiliriz. Cok tuylu iplik-
ler egirme sonrasi islemlerde ve tekstil
mamullerinde pek ¢ok soruna neden
olmaktadir. Iplik tiyliligiiniin nedenle-
ri ve azaltilmasi careleri konusunda
pek ¢ok arastirma yapilmistir. Iplik
tuyluligdnin lif o6zellikleri, makine ve
islem parametrelerinden etkilendigi
bilinmektedir.

iplik tiyltligiinde artis ¢6zgli cekme-
de, atki atimi sirasinda ve 6rmede
takilmalara ve iplik kopuslarina, doku-
ma ve O6rme kumaslardan yapilan
tekstil drGnlerinde boncuklanma soru-
nuna neden olmaktadir.

Ozellikle 3 mm ve Uzerindeki tlylerin
soruna neden oldugu bilinmektedir. 3
mm’nin altindaki tly uzunluklari soruna
neden olmayan ve tekstil karakterini
veren tiylerdir.
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Hammadde 6zelliklerinin iplik taylGlG-
gund etkiledigi bilinmektedir. Yin lifi
icin iplik taylliligunu etkileyen para-
metrelerin uzunluk, ¢ap (enine kesit),
egilme sertligi, bukilme sertligi, |if
mukavemeti, lif kopma uzamasi, lifin
enine kesit sekli, kivrimhlik ve baskiya
dayanim Ozelliklerini oldugunu belirtil-
mektedir (1).

Lif uzunlugu tayllligu etkilemektedir,
lif ne kadar uzunsa tuylilik o kadar
azdir. Bilindigi gibi kamgarn iplikgili-
ginde maliyetler 6n plana ¢ikmaktadir.
Rekabet edebilmek icin kaliteli ama
uygun maliyette iplik Uretebilmek
6nemlidir. Ancak yin hammaddesi
oldukga pahalidir. Yin hammaddesinin
uzunluk varyasyonu ve igindeki kisa lif
ylzdesi azaldikga fiyati da artmaktadir.
Optimum 6zelliklerde hammadde kul-
lanarak uygun egirme metoduyla az
tuylh iplikler Uretilmesi bu nedenle
6nem kazanmaktadir.

iplik tiyliligini etkileyen en énemli iki
iplik parametresi bukim ve iplik dogru-
sal yogunlugudur. Tuayllligun, iplik
dogrusal yogunlugu arttikga, arttigi ve
bikidm arttikga ise azaldigi genel ola-
rak kabul gérmektedir (1).

Egirme sisteminin iplik taylGligine
etkileri pek ¢ok yazar tarafindan ince-
lenmistir (1, 2). Son yillarda iplik tlylU-
IGgunin azaltimasinda sagladigi fay-
dalar agisindan kompakt egirme sis-
temi 6n plana g¢ikmaktadir. Kompakt
iplik egirme sisteminin sagladigi en
6nemli avantaj soruna neden 3 mm ve
daha uzun tlyleri azaltmasidir. Yapilan
pek c¢ok calismada kompakt ipliklerin
tuyluluk degerlerinin klasik ring iplikle-
rine gére oOnemli derecede azaldidi
tespit edilmistir (4, 5, 6, 8, 9, 10).

Sirospun egirme sistemi ise yuUn iplik
egirmede yaygin olarak kullaniimakta-
dir. Sirospun egirme yénteminin bagli-
ca avantajinin %100 yin ince ¢ift katli
dokuma ipliklerinin Uretiminde c¢ift kat
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bikim adiminin ortadan kaldiriimasi
sonucunda Uretim maliyetinde azalma
saglamasidir. Sirospun iplikleri klasik
ring ipliklerine gbre daha az tuylq,
uzama orani daha yuksek ve kompakt
yapidadirlar (7). Sun ve Chengd’in
(2000) yapmis olduklar ¢alismada da
sirospun ipliklerinin iplik tayldliga
degerleri tek kath ve cift kath iplikler-
den daha dusik bulunmustur (11).
Sirospun ipliklerin dusuk taylulik ve iyi
dizglnlik ozellikleri fitiller arasinda lif
migrasyonu ve 6zel iplik yapisinin bir
sonucudur (2).

Bu nedenle kompakt egirme ve
Sirospun egirmenin avantajlarini bir-
lestiren kompakt cift kath iplik egirme
yontemi (EliTwist®) ile daha dizgun,
mukavemetli ve az tuylu iplikler Gret-
mek mimkindir. Sirospun egirmeye
gbre daha kiglk bir egirme Uggeni
olugmaktadir (Sekil 1) (3).

2. MATERYAL VE METOT

Bu calismada %100 yin hammadde-
sinden klasik ring, kompakt, sirospun
ve kompakt siro egirme metotlari kul-
lanilarak, iki farkh iplik numarasi ve ¢
farkh biukim faktériyle kamgarn iplik-
leri Uretilmistir. Uretilen ipliklerin iplik

tuylaligu olgulerek egirme metodunun
ve bukim faktérinin kamgarn iplikle-
rin iplik taylaligine etkisi incelenmistir.

21 mikron inceligindeki taranmis yin
hammaddesinden Nm32/1 iplik numa-
rasinda ring ve kompakt egirme iplik-
ler; Nm64/2 iplik numarasinda siro ve
kompakt siro egirme iplikler t¢ farkl
bikidm faktérd (om = 80, 90 ve 100)
kullanilarak egrilmigtir. 22 mikron ince-
ligindeki taranmig yin lifinden Nm20/1
iplik numarasinda ring ve kompakt
egirme iplikler; Nm40/2 iplik numara-
sinda Sirospun ve kompakt siro egirme
iplikler ¢ farkh bikim faktérd (om =
80, 90 ve 100) kullanilarak egrilmistir.

Egirme sartlari Cizelge 1’de verilmigtir.

Egirme isleminden sonra numuneler
24 saat standart atmosfer sartlarinda
(20°C sicaklik, %65 rutubet) bekletil-
dikten sonra, numunelerin iplik numa-
rasi, bukim sayisi (Zweigle Twist
Tester), mukavemeti (Uster
Tensorapid 3), iplik dizglnsizligu
(Uster Tester 3) ve iplik tuylulugu
(Zweigle G566 iplik tayltlugu test ciha-
z1) élgUlmusgtar.

iplik tyliiligi degeri olarak S3 degeri
degerlendirmeye alinmigtir. Zweigle

Sirospun egirme

Kompakt siro egirme

Sekil 1. Sirospun ve kompakt siro iplik egirme sistemlerinde olusan

egirme uggenlerinin karsilastiriimasi.

Cizelge 1. Klasik ring, Sirospun, kompakt ve kompakt siro egirme iplik galisma sartlari.

S3 degeri 3mm ve daha uzun tuylerin
toplamini ifade etmektedir.

Daha sonra SPSS istatistik programi
yardimiyla ¢oklu varyans analizi ve
¢oklu karsilagtirma Bonferroni testi
uygulanarak iplik egirme metodunun
ve bikim faktdérunidn iplik tayluligine
ve Olgulen diger iplik 6zelliklerine etkisi
incelenmistir.

3. SONUGLAR

Sonuglar her iki iplik numarasi igin ayri
ayri degerlendirilmistir. %100 yun,
Nm20 inceligindeki ipliklerin, iplik fizik-
sel ozelliklerinin  6lgim  degerlerine
uygulanan c¢oklu varyans analizi so-
nuclarina gore edirme metodunun ve
bikim faktorinin iplik tayliligine
etkileri, o = 0,05 seviyesi igin (%95
guven aralidi) o6nemli bulunmustur.
Metot ve blUkimin beraber etkisine
bakildiginda da, a = 0,05 seviyesi i¢in
(%95 guven araligi) 6nemli bulunmus-
tur.

Gruplarin karsilastiriimasi igin uygula-

nan ¢oklu karsilastirma testi (Bonferroni)

sonugclarina gore (Cizelge 3):

- En dusuk iplik taylGligu degerinin
kompakt siro ipliklerin degerleri ol-
dugu gérilmektedir.

- Ancak Nm20 inceligindeki iplikler
icin Sirospun ve kompakt siro egir-
me metotlari arasindaki fark, o =
0,05 seviyesi igin (%95 guven arali-
g1) 6nemli bulunmamasina ragmen,
kompakt siro ipliklerle ring ve kom-
pakt ipliklerin degerleri arasindaki
fark istatistiksel olarak énemli bu-
lunmustur.

Sekil 2’de egirme metotlarinin Zweigle
S3 iplik thylulugu degerine etkilerine ait
%95 glven araliklan degerlerinin kar-
silastiriimasi verilmistir.

Diger iplik fiziksel dzellikleri agisindan
da egirme metotlar arasinda karsilas-
tirma yapilmigtir:

Ring Sirospun Kompakt Kompakt siro - Kompakt ipliklerin mukavemet dege-

Makine tipi  Zinser klasik ring ~ Zinser sirospun EliTe egirme EliTwist egirme ri digerlerine gore yiksek bulunmug-
iplik makinesi sistemi sistemi sistemi tur. Bunu Sirospun, kompakt siro ve

ig devri 7500 d/dak 7500 d/dak 7500 d/dak 7500 d/dak ring iplikleri takip etmektedir. Ancak
Bilezik ¢ap! 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm Sirospun, kompakt siro ve kompakt
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Cizelge 2. %100 Yun ipliklerin goklu varyans analizi sonuglari (Nm20).

Faktor Bagimli degisken F degeri onemlilik

METOD iplik num. 3,789 0,013*
T/m 4,845 0,003*
mukavemet 10,900 0,000*
uzama% 6,534 0,000*
Uster %CV 103,570 0,000*
ince yer sayisi 27,465 0,000
kalin ye sayisi 9,906 0,000*
Neps sayisi ,798 0,497
Zwiegle S3 229,337 0,000*
Iplik tiiy.

BUKUM iplik num. 15,747 0,000*
T/m 287,336 0,000*
mukavemet 3,010 0,053
uzama% 10,994 0,000*
Uster %CV 5,174 0,007*
ince yer sayisi 3,208 0,044*
kalin ye sayisi ,948 0,391
Neps sayisi ,838 0,435
Zwiegle S3 19,636 0,000*
Iplik tiiy.

METOD *  Iplik num. 3,875 0,002*

BUKUM  T/m 1,433 0,209
mukavemet 4,395 0,001*
uzama% 3,148 0,007*
Uster %CV 2,039 0,067
ince yer sayisi 3,823 0,002
kalin ye sayisi ,485 0,819
Neps sayisi ,610 0,722
Zwiegle S3 2,587 0,022*
Iplik tiiy.

* a = 0,05 seviyesi igin 6nemlidir.

Cizelge 3. %100 yun ipliklerin iplik taylilaga ile ilgili coklu kargilastirma testi (Bonferroni)

sonuglari (Nm20).

dBeag?;g'n (1) metot (J) metot Or(tlfj)r ki Bnemlilik

S3 ring siro 1411,9000 0,000*
kompakt 741,6000 0,000*

kompakt siro 1580,1333 0,000*

siro ring -1411,9000 0,000*

kompakt -670,3000 0,000*

kompakt siro 168,2333 0,083

kompakt ring -741,6000 0,000*

siro 670,3000 0,000*

kompakt siro 838,5333 0,000*

kompakt siro  ring -1580,1333 0,000*

siro -168,2333 0,083

kompakt -838,5333 0,000*

* a = 0,05 seviyesi igin 6nemlidir.

egirme ipliklerin mukavemet deger-
leri arasindaki fark istatistiksel olarak
6nemli bulunmamigtir.

- Uzama (%) degerlerine bakildiginda
da en yuksek wuzama degeri
Sirospun egirme ipliklerin, en diglk

ise ring ipliklerinin degerleri olarak
bulunmustur.

- Iplik dlizgiinsiizligii degerleri aci-
sindan Kkarsilastirma yapildiginda,
en yuksek Uster %Cv degeri ring ip-
liklerinin bulunmustur. En dislk ise
kompakt siro egirme ipliklerin deger-
leridir. Sirospun ile ring egirme iplik-
lerin degerleri arasindaki ve kom-
pakt ile kompakt siro egirme iplikle-
rin degerleri arasindaki fark istatis-
tiksel olarak 6nemsiz bulunmustur.

- Ring ipliklerinin ince yer sayisi ve
kalin yer sayisi da digerlerine gére
daha yuksek bulunmustur. En dusuk
ince yer sayisi ve kalin yer sayisi
degerleri kompakt siro egirme iplikle-
rin deg@erleri bulunmustur.

%100 yin, Nm32 inceligindeki iplikle-
rin, iplik fiziksel o©zelliklerinin &lgim
degerlerine uygulanan ¢oklu varyans
analizi sonuglarina gére edirme meto-
dunun ve bukim faktéranun iplik tayld-
IGgune etkileri, o = 0,05 seviyesi igin
(%95 guven araligi) 6nemli bulunmus-
tur. Metot ve bukimun beraber etkisi-
ne bakildiginda ise, o = 0,05 seviyesi
icin (%95 glven arahdi) énemli bulun-
mamistir.

Gruplarin karsilastiriimasi i¢in uygula-
nan coklu karsilastirma testi
(Bonferroni) sonuglarina bakildiginda
ise (Cizelge.5), en dusuk iplik taylulugu
degerlerinin  kompakt siro ipliklerin
degerleri oldugu goérilmektedir. Bunu
Sirospun, kompakt ve ring iplikleri takip
etmektedir. Ancak Nm32 inceligindeki
iplikler icin ring ve kompakt egirme
metotlari arasindaki fark, a = 0,05
seviyesi icin (%95 glven araligi)
o6nemli bulunmamigtir. Sekil.3'te egir-
me metotlarinin iplik tOylGligu  S3
degerine etkilerinin %95 glven aralik-
larina ait karsilastirma verilmistir.

Diger iplik fiziksel dzellikleri agisindan
da egirme metotlar arasinda karsilas-
tirma yapilmigtir:

- Iplik mukavemeti ve uzama (%)
degerlerine bakildiginda, en yuksek
degerler Sirospun ipliklerinin bulun-
mustur. Bunu kompakt siro, kompakt
ve ring iplikleri takip etmektedir. An-
cak kompakt siro ve kompakt egirme
ipliklerin mukavemet degerleri ara-
sindaki fark istatistiksel olarak 6nem-
li bulunmamisgtir.
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Sekil 2. S3 iplik tlyliligine degerlerine ait %95 giiven araliklari (Nm20).

Cizelge 4. %100 Yun ipliklerin goklu varyans analizi sonuglari (Nm32).

Faktor Bagimli degisken F degeri onemlilik

METOD iplik num. 25,690 0,000*
T/m ,944 0,422
mukavemet 16,160 0,000*
uzama% 28,912 0,000*
Uster %CV 62,802 0,000*
ince yer sayisi 38,197 0,000
kalin ye sayisi 9,209 0,000*
Neps sayisi 370 0,775
Zwiegle S3 174,772 0,000*
Iplik tdy.

BUKUM iplik num. 8,349 0,000*
T/m 205,978 0,000*
mukavemet 417 0,660
uzama% 5,062 0,008*
Uster %CV 7,640 0,001*
ince yer sayisi 2,532 0,084
kalin ye sayisi 4,636 0,012*
Neps sayisi 2,124 0,124
Zwiegle S3 17,438 0,000*
Iplik tay.

METOD * BUKUM iplik num. 3,528 0,003*
T/m 1,535 0,174
mukavemet 1,497 0,186
uzama% 5,110 0,000*
Uster %CV 2,588 0,022*
ince yer sayisi ,856 0,530
kalin ye sayisi 1,628 0,146
Neps sayisi 1,005 0,426
Zwiegle S3 721 0,633
Iplik tay.

* a = 0,05 seviyesi igin 6nemlidir.

100
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Cizelge 5. %100 yun ipliklerin iplik taylilaga ile ilgili coklu kargilastirma testi (Bonferroni)
sonuglari (Nm32).

Bagimli (1) metot (J) metot Ort.farki Onemlilik
degisken (I-J)
S3 ring siro 465,3000 0,000*
kompakt 75,2333 0,079
kompakt siro 560,2333 0,000*
siro ring -465,3000 0,000*
kompakt -390,0667 0,000*
kompakt siro 94,9333 0,011*
kompakt ring -75,2333 0,079
siro 390,0667 0,000*
kompakt siro 485,0000 0,000*
kompakt siro  ring -560,2333 0,000*
siro -94,9333 0,011*
kompakt -485,0000 0,000*

* a = 0,05 seviyesi igin 6nemlidir.

ring |_E|-i|
siro» A—a—{

kompakt = |_E|—||—ED—| 5

bukim

I
. 0o 90
- kompakt siro o H
% |—EI—| 1
S o 100

0 200 400 600 800 1000 1200

95% CI S3

Sekil 3. S3 iplik tiyluligu degerlerine ait %95 glven araliklari (Nm32).

- Iplk diizglinslizligii degerleri agisin- 4. DEGERLENDIRME

dan karsilastirma yapildiginda, en  Genel olarak bakildiginda kamgarn
yuksek Uster %Cyv, ince yer ve kalin  yiin ipliklerinde egirme metodunun iplik
yer degerleri Sirospun egirme meto-  tiyluligine etkisi istatistiksel olarak
duyla egrilen ipliklerin degerleri bu-  6nemli bulunmustur.

lunmustur. En dlsuk ise kompakt Ep gisik S3 iplik tuyliligu degerleri
siro egirme ipliklerin degerleridir. Sirospun ve kompakt egirme sistemi-
Kompakt ile kompakt siro egirme ip-  nin birlesiminden olusan dogrudan ring
liklerin degerleri arasindaki fark ista- iplik makinesinde ¢ift katli kompakt
tistiksel olarak 6nemsiz bulunmustur.  iplik egrilmesine olanak saglayan

kompakt siro egirme ipliklerin degerleri
oldugunu goéruyoruz. Ancak Nm20
inceligindeki ipliklerde kompakt siro ve
Sirospun egirme ydntemleriyle egrilen
ipliklerin  sonuclari arasindaki fark
istatistiksel olarak énemsiz bulunur-
ken; Nm32 inceligindeki ipliklerde ise,
ring ve kompakt egirme ipliklerin S3
degerleri arasindaki fark &6nemsiz
bulunmustur. Sirospun egirme ipliklerin
tuylulik degerlerinin klasik ring iplikle-
rine gore daha dusuk oldugu bilinmek-
tedir. Kompakt egirme sisteminin en
6nemli avantaji da iplik tuyldliginde
sagladigr azalmadir. Dolayisiyla kom-
pakt siro ipliklerin S3 iplik tuylulugu
degerleri en disik bulunmustur. Ayri-
ca bu calisma kapsaminda Uretilen
ipliklerde, Sirospun egirme ipliklerin
tuyluluk degerleri her iki iplik numarasi
icin de kompakt ipliklere goére daha
distk bulunmustur.

Bukim faktorl arttikga iplik tlylGlGgu
azalmaktadir. Iplik  diizglinsiizligi
agisindan da en dusik degerler kom-
pakt siro ipliklerin degerleri bulunmusg-
tur. iplik mukavemeti ve uzamasi (%)
acisindan kesin bir egilimden so6z
etmek mUmkin degildir.

iplik dogrusal yogunlugu iplik tiiyliili-
gund dogrudan etkilemektedir. Dogru-
sal yogunluk arttikga iplik tlylUlGga
degeri de artmigtir. Nm20 inceligindeki
ipliklerin S3 iplik taylGlugu degerlerinin,
Nm32 inceligindeki ipliklere gbére daha
yuksek oldugu gérilmektedir.

Bu c¢alismanin sonuglarina bakildigin-
da kompakt siro ve Sirospun egirme
sisteminin iplik tayluligidnin azaltiima-
sinda 6nemli etkisi bulundugu gortl-
mistir. Iplik diizglinsiizl(igi agisindan
da olumlu etkiye sahip oldugu gortil-
mektedir. Dogrudan dokumada kullani-
labilecek cift katli iplik Gretilebildigi igin
maliyetten de kazang¢ saglanmaktadir.
Kamgarn iplikgiliginde daha duzgln,
az tuyld ve daha az maliyetli ipliklerin
Uretilmesine olanak saglayacag dugu-
nilmektedir.

Bu calisma %100 yin iplikleri igin
yapilmistir. Ancak giinimuizde karigim
iplikleri yodun olarak Uretiimektedir.
Ayni durumun sentetik ve sentetik —
yun karisimi hammaddelerden Uretilen
iplikler icin de gegerliliginin incelenme-
si yararli olacaktir.

TEKSTIL ve KONFEKSIYON  2/2007

101



KAYNAKLAR / REFERENCES

AW N =

[$)]

10.
11.

. Barella, A., Yarn Hairiness, The Textile Institute, 1983, 61 p.
. Barella, A., The Hairiness of Yarns, The Textile Institute, 1993, 49 p.
. Brunk, N., ‘EliTwist - A Compact Yarn for Superior Demands’, Spinnovation, 2003,No. 19, 17-22.

. Canoglu, S., Yikseloglu, S.M., The Comparison of Yarn Parameters Hairiness of Ring and Compact (COM4) Yarns, 5th International

Conference, TEXCHI 2003, June 16- 18, Liberec, Czech Rebublic.

. Cheng, K.P.S. and YU, C., A Study of Compact Spun Yarns, Textile Research Journal, 2003,73(4):345-349.
. Celik, P., Kompakt iplik Egirme Makinesinde Uzun Stapelli Liflerin Egrilmesi ve Iplik Ozelliklerinin Klasik Ring Egirme Teknigi ile Kargi-

lastiriimasi, 2002,YUksek Lisans Tezi, Ege Universitesi Fen Bilimleri Enstitiis.

. Johnstone, B., Tulpule, V., Foster, M., Gilmour, K., The Economic Gains from Sirospun Technology, ABARE Research Report 92.5,

1992, ISSN 1037-8286, 63 p.

. Kadoglu, H., Quality Aspects Of Compact Spinning, Melliand International, 2001.

. Kremenavo, D., Novackova, J., Voborova, J., Compact Yarn — Structure and Properties, 5th International Conference, TEXCHI 2003,

June 16- 18, Liberec, Czech Rebublic.
Krifa, M., Hequet, E., Ethridge, D., Compact Spinning: New Potential For Short Staple Cottons, Textile Topics, 2002.
Sun, M.N., Cheng, K.P.S., Structure and Properties of Cotton Sirospun Yarn, Textile Research Journal, 2000, 70(3), 261-268.

Bu arastirma, Bilim Kurulumuz tarafindan incelendikten sonra, oylama ile saptanan iki hakemin gérigiine sunulmustur. Her
iki hakem yaptiklari incelemeler sonucunda arastirmanin bilimselligi ve sunumu olarak “Hakem Onayli Arastirma” vasfiyla
yayimlanabilecegine karar vermislerdir.

KATILIM VE OTEL BILGILERI
SEMPOZYUMA KATILIM

Sempozyuma kayit Gcreti:

28 Eyldl 2007 tarihine kadar: 1 kisi: 250 YTL Ayni firmadan 6-10 kisi: 225 YTL/kisi Ayni firmadan
11 kisi ve tizeri: 200 YTL/kisi Kamu gorevlileri: 100 YTL/kisi

01 Ekim tarihinden itibaren: 1 kisi: 300 YTL Kamu gérevlileri: 100 Y TL/kisi

Gurup Indirimi yoktur!

KONAKLAMA

Sempozyum Cesme-Altinyunus 1. sinif tatil kdyiinde yapilacaktir. Yarim pansiyon (oda, kahvalti, 6gle
yemegi) olarak planlanmis olan konaklama ticretleri asagida belirtilmektedir :

[ Tek kisilik oda : 100 YTL/giin
0 Ikikisilik oda : 130 YTL/giin
0 Ug kisilik oda : 165 YTL/giin

Otel odalarina yerlesim, konaklama igin yapilan basvuru sirasina gére yapilacaktir.

Aksam yemekleri temin edilebildigi takdirde sponsor firmalar tarafindan verilecektir.

Detayli Bilgi Igin:

Prof.Dr. Hiiseyin KADOGLU
Ege Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Tekstil Miihendisligi Boliimii 35100 Bornova-IZMIR
Tel ve Fax : 0232 3399222 E-Mail: huseyin.kadoglu@ege.edu.tr
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Yer/Tarih: Yeni Miinih Fuar Merkezi / 13-20 Eyliil 2007
Fuar Ziyaretcileri i¢in Agihs Saati: Hergiin 09:00—18:00 aras1
Fuar Katihmeilan icin Acilis Saati: Hergiin 08:00—19:00 arasi

Organizator ve Bilgi: Messe Miinchen GmbH Messegeldnde / 81823 Miinchen, Germany
Tel.: (+49 89) 9 49-1 14 28 / Fax: (+49 89) 9 49-1 14 29 / info@itma.com
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